B(CAMECA

SCIENCE & METROLOGY SOLUTIONS

Microsonde Cameca:

La colonne électronique

AMETEK




B(CAMECA Les sources électroniques

m 3types de source :

m Cathode W
s Courants faisceau jusqu’a 10pA
s Excellente stabilité faisceau

m Cathode LaB,
s Courant faisceau jusqu’a 10pA
= Bonne résolution spatiale

m Source a emission de champ
s Forte brillance pour résolution spatiale optimale
= Analyse et cartographie a basse tension
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G(CAMECA SX100: Principe de la colonne électronique

Cathode -
(W ou LaBg Anode
CEC )
Pompe ionique
Bobines
d’alignement
CCD Camera
Lentilles :
Zoom optique et
REQUlateur Systéme Auto-
faisceau Focus
5
Cage de 5
Faraday : —— : %
Lentille objectif avec l'optique |§&
Détecteur SE etl_ de Cassegrain et six passages |§
BSE pour les X avec un angle =
. d’émergence de 40°. o
Echantillon §

SX100 Presentation 3




B(CAMECA SX100: Principales caractéristiques de la colonne

m Stabilité du courant: 20.05% par heure
= But: reproductibilité et pregision dans les analyses quantitatives

m Tension d’accélération; 30keV (jusqu’'a 40 kV avec
W)

= But: Optimisation de I'analyse des eléments en trace
m Lentille objectif de geomeétrie plane

= But: Optimisation du P/F

m Microscope optique avec/une Profondeur de
champ du : 1pm

= But: Optimisation du positionnement en Z
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B(CAMECA Synoptique du systeme vide

Pressure Unit

Tor = Less

. ,

_llxl EP14 EEPW -
[le EF3 Ll
{m E: -‘ C ’ MP Gate
Xl

X

Pompage différentiel de la colonne par pompe ionique
Pression ultime dans la gamme des 1010 Torr
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B(CAMECA Principe de la régulation faisceau

1 Condenseur

2 Diaphragme de limitation
3 Diaphragme d’ouverture

4 Alimentation condenseur

5 Electronique de contre-réaction
6 Faisceau d'électrons

7 Lentille objectif
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B(CAMECA Stabilité faisceau court terme avec W

rlil N
Beam Intensity
(nA)
20.00 e — _
: 20 keV 20nA )
19.99 W cathode 0
19.98 _ _
+ 0.05%
ek e Ll
19.96 - - -0.05% | E
19.95 - — . — : %
0 Time (min.) 30min. 60min.

SX100 Presentation 7



B(CAMECA Stabilite faisceau long terme avec W

B hd StripChart Recorder
Intensity

(nA)
20.20 L . - . I 2 . . . i ; . . . |

n 20 keV 20 nA
20.12 - W filament
20.04 —

\-ﬁmvw\-\.,d.-.
B Mw‘-‘w—nhﬁ_h, wmw
h . "'""""“'#m.m
WM

19.96 —
19.88 —
1980 @

I 1 1

4 8 12 16

Comment: 20 ke 20 nA Long term
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SX100 Presentation

Wehnelt pour
cathode LaBjg
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B(CAMECA Source a Emission de champ

5X Control
General | 8 vacuurn “®Beam | &sEM| EIwDs | LPosition | o [k,
Source : FEG
Contral Pammetersl Enable |
SI_IFI pressaor
Farameters Target | Real [ () Extractor

Heat. Curr. (A) PEsiiPEsir El

Extractor (V) (2420 |2.415 |158.13
Suppressar (V) (3000 (2593
HV V) 000 (4979 |0.525 Gun Coils
Lens {kV) 0.500 |(0.435

Diagramme de la source a émission de champ
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B(CAMECA SX100: Détecteurs SE et BSE

Détecteur BSE

Tm

Détecteur
SE
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B(CAMECA SEM Image avec LaB 4

od . .
: .‘...®

. &
w . ,"
| ®oa . ' |
= Be __.. prg . o N *ﬁl : e E . . 59
' 1. pm SE

Gold particles




B(CAMECA BSE Image

500 pim BSEZ
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Sample: Thin section with Silicates mineral
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Q(CAMECA SX100: BSE Application Il
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? Sample : Steel alloy containing V, Cr, Fe and C
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B CAMECA Comparaison W/ LaB 4/ FEG

Spot size vs Beam intensity

10.0000 -
_
— -
-7 A
1.0000 - -
- »’ - -
- - - "
5 - > 2 _ A
: e _-7 - W 10keV
£.1000 = K — e ~& LaB6 10keV
° “’ — - - -
: - k- _- o FEG 10keV
© - - >
o * — & _ -
- "f - - -
--" v g
0.0100 g— o
2
?
>
0)
9
%
m
0.0010 | i
1.00E-11 1.00E-10 1.00E-09 1.00E-08 1.00E-07 1.00E-06 1.00E-05 §
Beam intensity (nA) 5
(92}
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B(CAMECA Comparaison W/ LaB

Cathode W CathodelLaB 4
10keV, 100nA 10keV, 100nA

Echantillon : Soudure Al / Cu
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Q(CAMECA Comparaison W/ LaB

chs chs

148 147

120 129

111 110

Q2 Q2

74 74

il 55

27 27

13 L 15
oL n
-_:E' Z
o
k ; 0 I ! 0 =
10 pm AlKa 10 pm AlKa e
Cathode W Cathode LaB ¢ o
'_
1)
7keV, 8nA 7keV, 8nA =
S
Echantillon : Soudure Al / Cu §
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B(CAMECA Microanalyse avec une source FEG

BSE

75%

25%

500.nm BSE 10 KV

BSE image of a CrVFe particle recorded with 10ke,10nA, 17us dwell time
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B(CAMECA Microanalyse avec une source FEG

10keV, 18nA: x-ray resolution

8,000 160
[’\JAA/W“"\J‘/W\\ —V Kb

7,000 WY - 140
\ — Fe Ka

6,000 + 120

’ \/ —C Ka
5,000 __msgs | 100

[ d

counts
BSE

Traversée sur le bord d‘une particule (données brutes)
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B(CAMECA Microanalyse avec une Source FEG

10keV, 18nA: x-ray resolution —BSEZ
—V Kb
—C Ka
— et S L—]
= | \\\\\ A1 /
S 75% SN |- L
o \\\\ L1 |
o \X//
e]
@ ]
N //:/ N
© 5 ol
£ 25% T \:::\
2 —/’// \Q\
\\_N
-25% : :
2,900 3,000 3,100 3,200 3,300
x/nm

Normalized linescan on the edge of a CrVFe particle

Apres normalisation des courbes, les valeurs suivantes peuvent étre extratites

X(25%) x(75%) Resolution
BSE Z 3155 3040 115 nm
V Kb 3000 3155 155 nm
Fe Ka 3165 3010 155 nm
C Ka 3015 3215 200 nm
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Comme attendu, le meilleure résolution spatiale est obtenue avec le signal BSE. Le signal du Carbone
(élément Iéger) montre une résolution de 200nm (25%/75%)
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B(CAMECA
Microanalyse avec une source FEG

Reconstruction de ligne

Cartographie X du Carbone

5KeV, 10nA,
Résolution spatiale: 200nm
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G(CAMECA

Principe du microscope optique

1) Lumiere réfléchie

L Optique

Cassegrain

Petit champ: 250pm

SX100 Presentation

Caméra

CCD
IIIuminateurl— 2 +— Zoom
L . Motorisé

/ 7 /
\ Miroir Semi-
Transparent

Grand champ: 1750pm

Zoom optique a grandissement variable
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2(CAMECA

Images en lumiere réfléchie

200 pm

Petit champ: 250pum

Grand champ: 1750um

SX100 Presentation
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B CAMECA

Microscope optique

2) Lumiere transmise et polarisée

Optical
Lens

| CCD Camera I—\

| Motorized Zoom !

N
=]

y /

45 °Mirror

Cassegrain
Lens

E@ /—| llluminator |

Petit champ: 250um

SX100 Presentation

Grand champ: 1750um
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B(CAMECA

SCIENCE & METROLOGY SOLUTIONS

Images optiques en lumiere transmise et polarisée

Petit champ Grand champ
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B(CAMECA Dispositif d’anticontamination

Détecteur électrons secondaires

e -~
& . L _-"
3 '
¥
: ——— e
— ———

Piece polaire
Plaque de Cu (piege froid)
située sous la derniére
piéce polaire

Bouteille d’'oxygéne
(microfuite)

But: Optimisation de la détection du Carbone
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H(CAMECA o . ot
e Dispositif d’anticontamination

Schéma du dispositif
0 d’anticontamination
azote 120
liquide : e e
~ Sans anticontamination -**
100 4 G s
/ E O O ; 'E___ ‘0’}’!
baffle \ a0 | 1':- . ”0__",’
refroidi echantlllon AN 3 &
microfuite | |3 y,.f‘t’
piége froid degaz | | ey .
(plague de Cu) 2 L
E o 7 Micro-fiite (oxy géme)
40 1 o
- i

r’J”J P B S R S Piége froid %)
+ : R & e S ot 5
Pompe secondaire 20 1 Efff:i DRSPS S SRS SR 5
a diffusion d’huile Micro-fuite et piége froid 8
5
0 - - - - 9
[} 5 10 20 25 30 35 (@]
Temps (minutes) g
L
=
Z . . . ]
5 o Evolution de la contamination en carbone sans 8
ompe primaire et avec les dispositifs d’anticontamination e
n

(sonde ponctuelle sur une cible de Cu pur )
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B CAMECA

Merci de votre attention

Rendez-vous en Mai a Angers...
avec la douceur angevine en
prime!




